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前  言

  GB/T39560《电子电气产品中某些物质的测定》目前分为以下几个部分:
———第1部分:介绍和概述;
———第2部分:拆解、拆分和机械制样;
———第3-1部分:X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴;
———第4部分:CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中的汞;
———第5部分:AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物和电子件中的镉、铅和铬与金属中的

镉和铅;
———第6部分:气相色谱-质谱仪(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚;
———第7-1部分:六价铬 比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬[Cr(VI)];
———第7-2部分:六价铬 比色法测定聚合物和电子件中的中六价铬[Cr(VI)];
———第8部分:气相色谱-质谱仪(GC-MS)与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱仪 (Py/TD-GC-

MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯。
本部分为GB/T39560的第3-1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62321-3-1:2013《电工产品中某些物质的测定 第3-1部分:X射

线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T39560.1—2020 电 子 电 气 产 品 中 某 些 物 质 的 测 定  第 1 部 分:介 绍 和 概 述

(IEC62321-1:2013,IDT)
———GB/T39560.2—2020 电子电气产品中某些物质的测定 第2部分:拆解、拆分和机械制样

(IEC62321-2:2013,IDT)
本部分还做了下列编辑性修改:
———为了与我国现有标准系列一致,将标准名称改为《电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部

分:X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴》。
本部分由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会(SAC/TC297)提出并归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、深圳赛西信息技术有限公司、兰州三维大数据标准

化研究院有限公司、中国家用电器研究院、华测检测认证集团股份有限公司、广东省电子电器研究所、深
圳市华唯计量技术开发有限公司、浙江七星电子股份有限公司、广东升威电子制品有限公司、岛津企业

管理(中国)有限公司、深圳力先达科技有限公司、深圳海关工业品检测技术中心、广州海关技术中心、中
国信息通信研究院、宁波检验检疫科学技术研究院、纳优科技(北京)有限公司、工业和信息化部电子第

五研究所、威凯检测技术有限公司、京东方科技集团、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院、搏力谋

自控设备(上海)有限公司、TCL华星光电技术有限公司、成都产品质量检验研究院有限责任公司。
本部分主要起草人:邢卫兵、高坚、程涛、杨裔、于晓林、曲宗峰、刘文秋、杜翠娟、殷海川、杨峰、洪金镳、

吴静、陈正辉、余淑媛、宋武元、卢春阳、张建波、杨李锋、姜涛、夏庆云、方咪娌、印美娟、冯玉娟、夏振宇、
吴宇。
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电子电气产品中某些物质的测定

第3-1部分:X射线荧光光谱法筛选
铅、汞、镉、总铬和总溴

  警示———使用本部分的人员应熟悉实验室正规操作规程。本部分并未指出所有安全问题。本部分

的使用人员有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

GB/T39560的本部分规定了X射线荧光光谱法筛选分析电子电气产品均质材料中铅、汞、镉、总
铬、总溴五种物质的程序。

本部分适用于聚合物、金属和陶瓷材料。本部分也适用于原材料、取自产品的单一材料,以及由一

种材料以上组成的均质化混合材料。任何满足本部分所规定性能的XRF光谱仪都可以用于样品筛选,
但并不是所有类型的XRF光谱仪都能适合筛选分析所有尺寸和形状的样品,因此应谨慎选择用于具体

筛选分析的XRF光谱仪。
本部分检测方法的性能已通过表1~表5所列不同基体材料中所列含量范围的下列物质进行了

验证。

表1 已验证基体材料的铅含量范围

物质/元素 铅

参数 单位

验证的基体/材料

ABSa PEb 低合金钢
铝、硅
铝合金

无铅

焊料

研磨

PWBc
晶体

玻璃
PVCd

聚乙烯

链烯烃

含量

或含量范围
mg/kg

15.7~
954

14~
108

30e
190~
930

174
22000~
23000

240000
390~
665

380~
640

  a 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯。
b 聚乙烯。
c 印刷线路板。
d 聚氯乙烯。
e 参与检测的仪器没有检测出这个等级的铅含量。

表2 已验证基体材料的汞含量范围

物质/元素 汞

参数 单位
验证的基体/材料

ABSa PEb

含量或含量范围 mg/kg 100~942 4~25

  a 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯。
b 聚乙烯。
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